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EINTREFFEN DER GASTE UNO BEGISTRIEBUNG

BEGBUSSUNG

Wie ,,smart" ist Smart Power Leistungselektronik untea Storbeeinflussung?

Bernd DEUTSCHMANN, Gunter wINKLER. Paul MSINER, TU Graz

Warum beeinflussen Signale auRerhalb der Messbandbreite melne E gebnisse?

Johann WILHELM. Fronius International GmbH

MFFEEPAUSE / AUSSTELTUNGSBESUCH

EMV und Funkmessungen nach ETSI Standalds mlt 645 MHz

Echtzeitbandbreite und 40 GHz Echtzeitscanning

SteDhan BMUN, GAUSS INSTRUMENTS International

Simulation niederfrequenter eleKrischer und

magnetischer Felder und resultierender elektroakustischer Krefle

Peter oLBRICH. AVL Softlvare and Functions GmbH

MITTAGSPAUSE / AUSSTELLUNGSBESUCH

EMv-Anforderungen f0r elektromedizinische Gerate und Systeme

WiIheIm SEIEB. TIJV AUSTBIA

EMv-gerechte optimierung von Riickslrompladen in

Elektrofahrzeugen
Matthias TRoSCHEfl, CST GmbH

Thomas HASCSBERGER, AVL

Eeschleunigte Kalibrierung nach IEC 61000-4-31-4-21
Eike SUTHAU. LUMIL00P GmbH

KAFFEEPAUSE / AUSSTELLUNGSBESUCH

Neuheiten in den Basisnormen der IEC 61000-4-x Beihe mit Schwerpunkt auf die Transienten

Riidiqer SPATH, AMETEK CTS Germany GmbH

16:1 5 - 16145 Uhr InduCed voltage Testing in Active Medical lmplants in Magnetic Resonance lmaging Environments

lvaria CABANES-SEMPERE, Zl\41 Zurich Medlech AG

16:45 ' 17:30 Uhf ABSCHLUSSWORIE, KAFFEEPAUSE UNO AUSKTANG

Parallel zu den Vortregen finden Workshops und eine Postersession statt.
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DAS TAGUNGS-PROGRAMM
2. TAG: MITTWOCH, 13. JUNI 2018

ab 8:00 Uhr

09:00 - 09r15 uhr

09:15 - 10:00 Uhr

10100 - 10130 Uhr

'10130' 11i15 Uhr

11i15 - 11:45 Uhr

12i15 - 13i30 Uhr

13:30 - 14:00 Uhr

14:00 - 14:30 Uhr

14:30 - '15:00 Uhr

15:00 - 15:45 Uhr

15i45 - 16:15 Uhr

1l:45 - 12115 Uhr
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14:30 - 15100 Uhr

15100 - 15 45 Uhr

15:45 - 16:30 Uhr

16:30. 17:00 Uhr
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DAS TAGUNGS-PROGRAMM
1 . TAG: DIENSTAG. 1 2. JUNI 2018

ab 8:00 Uhr

09:00 - 09r15 Uh

09:15 - 10 00 Uhr

10:00 - 11 :15 Uhr

11:15 - 11:45 Uhr

11r45 - 12i15 Uhr

12:15 - l3:30 uhr

'13130 - 14:00 Uhr

l4:00 - 14:30 Uhr

]7:OO-17:3OUhT MFFEEPAUSE/AUSSTELLUNGSBESUCH

17:30'18:30 Uhr Vorstellung & Besichtigung - Neues EMv-prijf zentrum Seibersdorf in Kleingruppen

ab 18:30 Uhr GET TOGETHER MIT BUFFET

Parallelzu den Vortrdgen finden WorkshoDs und eine Postersession statt.

EINTREFFEN DER GASTE UND REGISTRIERUNG

FACHTAGUNGSEB0FFNUNG UND BEGRI,JSSUNG

Betreiben akkreditierter EMv-PBUFLABoRE
Kurt LAMEDSCHWANDNER, Seibersdort Labor GmbH

KAFFEEPAUSE. AUSSTELLUNGSEROFFNUNG - POSTERVORSTELLUNG

Eignung von Messplelzen im Frequenzbereich von I kHz bis 30 MHz mit Bahmenanlennen
Friedrich-Wilhelm TRAUTNITZ, Albatross Proiects cmbH

Beeinllussung der Finerperformance durch Strom und Spannung
Frank PUHANE, Wiirth Elektronik eisos GmbH & C0. KG

I\ilITTAGSPAUSE / AUSSTELLUNGSBESUCH

Filter Satety
Herbert BLUM, Schurter AG

Simulalionsgest{itzte Filterauslegung wehrend der Konzeptphase
basierend auf errechnetem EMv-Verhalten
Bastian ARNOI AVL SFR

ESD-Schutzma8nahmen im 0ualitatsmanagementsyslem und
in der Supply Chain
Beinhard ERTL, Frequentis AG

KAFFEEPAUSE / AUSSTELLUNGSBESUCH

EleKrostatische Entladung - Grundlagen, Messvorschriften, Modelle und Simulationen
bzgl. eleKronischen Geraten/Systemen und Integrierten Schaltungen
Timm 0STERMANN. JKU Linz

Christian LEITNER. KEBAAG

Auswirkungen der neuen Badiodirektive (RED) aut EMV-Messungen
Matthias KELLER, Rohde & Schwarz
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